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化合物半导体抛光晶片亚表面

损伤的反射差分谱测试方法

1 范围

1.1 本标准规定了Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体单晶抛光片亚表面损伤的测试方法。

1.2 本标准适用于 GaAs、InP(GaP、GaSb可参照进行)等化合物半导体单晶抛光片亚表面损伤的

测量。

2 定义

2.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1.1
亚表面损伤 subsurfacedamage
半导体晶体经切、磨、抛等工艺加工后,在距离抛光片表面亚微米左右范围内,晶体的部分完整性会

受到破坏,存在一个很薄(厚度通常为几十到上百纳米)的损伤层,其中存在大量的位错、晶格畸变等缺

陷。这个损伤层称为亚表面损伤层。

2.1.2
弹光效应 photoelasticeffect
当介质中存在弹性应力或应变时,介质的介电系数或折射率会发生改变。介电系数或折射率的改

变与施加的应变和应力密切相关。各向异性的应力或应变会导致介电函数或折射率出现各向异性,导
致晶体材料出现光学各向异性(双折射,二向色性)。

2.1.3
光学各向异性 opticalanisotropy
当材料的光学性质随光的传播方向和偏振状态而发生变化时,就称这种材料具有光学各向异性。

2.1.4
线偏振光 linearlypolarizedlight
振动电矢量总是在一个固定平面内的光称为线偏振光。

2.1.5
反射差分谱 reflectancedifferencespectroscopy,RDS
测量近垂直入射条件下,两束正交偏振入射光反射系数的相对差异随波长的变化,就是反射差

分谱。

2.2 符号

下列符号适用于本文件。

2.2.1
Δr/r
被测晶体材料在两个各向异性光学主轴方向反射系数的相对差异,即反射差分信号。

2.2.2
R
被测晶体材料的反射率。
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